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		Załącznik nr 5 do SIWZ
ZP/453/051/D/2013

OFERUJEMY
……………………………….
(Producent, model)

O następujących parametrach - właściwościach pomiarowych.

W MIEJSCACH OZNACZONYCH TAK/NIE- PODKREŚLIĆ WŁAŚCIWE
	WYPOSAŻENIE: 
	

	Działo elektronowe z emiterem Schottky’ego (termiczna emisja polowa)
	TAK/NIE

	Dodatkowy emiter Schottky’ego.
	TAK/NIE

	Zdolność rozdzielcza dla sygnału SE (elektrony wtórne):
- nie gorsza niż 1,0 nm przy 15 kV
- nie gorsza niż 1,4 nm przy 1,0 kV 
- nie gorsza niż 1,5 nm przy 10  kV  w niskiej próżni
	TAK/NIE

	Minimalna energia elektronów przy powierzchni próbki : co najwyżej 200 eV, z możliwością spowalniania elektronów poprzez potencjał przyłożony do stolika próbki.    
	TAK/NIE

	Gwarantowany maksymalny prąd wiązki - co najmniej 200nA
	TAK/NIE

	Zapewnienie stabilności wiązki – nie więcej niż 0,5% / 10 godz.
	TAK/NIE

	Funkcje korekcji dryfu wiązki (np. w przypadku długotrwałych analiz punktowych EDS lub integracji wielu skanów w jeden obraz).
	TAK/NIE

	Miernik prądu wiązki.
	TAK/NIE

	Stolik goniometryczny o minimalnych wartościach przesuwu w osi: 
                      a) X - 100 mm
                      b) Y -   100 mm
                      c) Z -    50 mm
                      d) obrót o kąt 360 stopni bez ograniczeń
                      e) minimalny zakres zmiany kąta nachylenia stolika od– 10 st. do+ 70 st.
	TAK/NIE

	Możliwość zmiany powiększenia co najmniej w zakresie : 25 – 1.000.000razy 
	TAK/NIE

	Możliwość detekcji :
                 a) elektronów wtórnych (SE )
                 b) elektronów wstecznie rozproszonych (BSE)
                 c) elektronów wtórnych w warunkach pracy przy niskiej próżni.

	TAK/NIE

	Automatyczny układ odpompowywania i sterowania próżnią.
	TAK/NIE

	Bezolejowy układ próżniowy.   
	TAK/NIE

	Mikroskop umożliwia pracę w warunkach niskiej próżni (maksymalne ciśnienie pary wodnej co najmniej 150 Pa).
	TAK/NIE

	Chłodzona ciekłym azotem pułapka antykontaminacyjna z zapasowym wkładem.
	TAK/NIE

	Urządzenie do czyszczenia preparatu oraz komory preparatu reaktywną plazmą, zintegrowane z korpusem mikroskopu. 
	TAK/NIE

	Detektor EDS typu SDD o aktywnej powierzchni co najmniej 10 mm2 o rozdzielczości energetycznej nie gorszej niż 129 eV przy 100.000 cps (dla linii MnK) i możliwości detekcji  pierwiastków od boru wzwyż.
	TAK/NIE

	Spektrometr EDS umożliwiający analizę w punkcie, wzdłuż zadanej linii,z wybranego pola a  także badanie rozkładu pierwiastków w zadanym obszarze (mapping rtg).
	TAK/NIE

	Spektrometr z dyspersją długości fali (WDS) w pełni zintegrowany z układem EDS, z  możliwością  analizy dla pierwiastków od boru do plutonu włącznie, wyposażony w polikapilarny układ optyczny z wiązką równoległą.
	TAK/NIE

	[bookmark: _GoBack]Oprogramowanie analityczne dla spektrometrów EDS/WDS do analizy bezwzorcowej oraz  analizy ilościowej z wykorzystaniem wzorców.
	TAK/NIE

	Zestaw certyfikowanych wzorców analitycznych do analiz ilościowych o podwyższonej  dokładności.
	TAK/NIE

	System komputerowy sterujący podstawowymi funkcjami mikroskopu oraz zapisywaniem  i obróbką obrazów mikroskopowych w formatach TIFF, BMP ,JPEG.
	TAK/NIE

	Dodatkowy komputer z zainstalowanymi aplikacjami nie związanymi bezpośrednio z podstawowymi funkcjami mikroskopu, takimi jak : obsługa spektrometrów EDS i WDS , drukarka, internet itd.
	TAK/NIE

	Dwa monitory o przekątnej co najmniej 19’’.
	TAK/NIE

	System chłodzenia układu optycznego w obiegu zamkniętym.
	TAK/NIE

	System zabezpieczający przed niespodziewanymi wyłączeniami zasilania (UPS ) z trybem podtrzymania pracy działa elektronowego.
	TAK/NIE

	Dostawa obejmuje system do przygotowania gładkich powierzchni i przekrojów poprzecznych próbek metodą trawienia jonowego. System gwarantuje możliwość trawienia i usuwania kolejnych warstw w kierunku prostopadłym do powierzchni próbki oraz posiada co najmniej dwa – niezależnie regulowane – działa jonowe.
	TAK/NIE

	Wszystkie elementy oferowanego systemu  posiadają certyfikaty zgodności CE
	TAK/NIE

	Wyposażenie dodatkowe - dodatkowo punktowane

	Napylarka próżniowa z pompą turbomolekularną (do napylania węglem lub metalami preparatów nieprzewodzących oraz łatwo kontaminujących)
	TAK/NIE

	Możliwość sterowania urządzeniem do czyszczenia wnętrza komory preparatu z poziomu - oprogramowania głównego mikroskopu
	TAK/NIE

	Możliwość jednoczesnej obserwacji co najmniej czterech obrazów, uzyskanych za pomocą różnych detektorów
	TAK/NIE


Oświadczamy, że dostarczymy instrukcję obsługi mikroskopu i przeprowadzimy szkolenie z obsługi dla Pracowników Zamawiającego.
…………………………………………..
(podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych
		do występowania w imieniu Wykonawcy)
Projekt „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
	Wartość dofinansowania – 73 664 000 zł.	
Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-017/08-06.
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